ROLA METROLOGII W ROZWOJU TECHNOLOGICZNYM

WSPOMAGANYM Al

10:30-11:00

11:00-11:05

11:05-11:15

11:15-12:15

Rejestracja Uczestnikow

Powitanie Gosci
Jerzy Jozwik

Wystgpienie Dyrektora Generalnego GUM
Piotr Ziotkowski

Sesja |

Moderator: Katarzyna Zawada-Wewioér

Ewa Bulska

»Sp0ojnos¢ pomiarowa jako narzedzie wspomagajace
rozwoj innowacyjnych technologii”

Mirostaw Pajor

,Cyfrowy blizniak obrabiarki CNC wspomagany
technologig Al”

Kamil Jonak

13:30 - 14:00

14:00 - 15:00

Spotkanie Klastra Metrologicznego
Koordynator: Urszula Wasinska

Moderator: Katarzyna Zawada-Wewioér

Tomasz Kozior

~Standaryzacja w Druku 3D - metrologiczne
aspekty Al”

Marcin Krawczyk

.Nowoczesne metody oceny niepewnosci pomiarow
wspomaganych Al i ich znaczenie dla rozwoju
technologicznego”

Konrad Kobiela

.Narodowa Sie¢ Metrologii Wspotrzednosciowe;j -
perspektywy rozwoju wspomagane narzedziami
sztucznej inteligencji”

Jakub Karasinski

»Rola sztucznej inteligencji w rozwoju wspotczesnej
metrologii”
— Rafal Jézwiak
.Metrologia w obrazowaniu medycznym:
jak mierzalno$¢ i niepewnos¢ budujg zaufanie do Al”

+Projekty realizowane na Uniwersytecie Warszawskim
w ramach programu Polska Metrologia II”

Zakonczenie Seminarium
Jerzy Jozwik

PHEESVE{IBN Przerwa kawowa
PENESERIAN Sesjall Moderator: Katarzyna Zawada-Wewiér

— Anna Timofiejczuk
,Od pomiaru do innowacji - jak metrologia buduje
zaufanie do technologii w erze Al”

— Marcin Kwiatkowski
.MetroHalucynacje - jak szum pomiarowy powoduje
halucynacje Al”

— Dariusz Brzozowski
»,Nowoczesna metrologia dla przemystu przysztosci
wspomagana Al” - ®

— Dariusz Knapek ' Ta rgl Klelce
+Aspekty metrologiczne inteligentnych sensoréw drgan R ey
z analizg danych wspomagang sztuczng inteligencjg © gres ©
w diagnostyce i monitoringu obiektow inzynierskich”




